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Ajustement de lois pour des données
censurées et non censurées
Analyse a une variable
Analyse d'aptitude
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Analyse de la variance
GLM
Un facteur
Facteurs imbriqués
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Analyse de Weibull
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Analyse discriminante
Analyse factorielle
Analyse Probit
Analyses de séries temporelles
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Aplatissement standardisé
Asymétrie
Asymétrie standardisée
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Boites a moustaches avec encoches
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Voisin le plus proche
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Générateurs de nombres aléatoires (45)
GLM
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Histogramme 3D

Histogrammes

Identification des points extrémes
Indices d'aptitude non normaux
Indices d'aptitude (Cp, Cpk, Cpm, CM,
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Lissage
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Lissage exponentiel
Brown, Holt, Winter
Lissage non linéaire de Tukey
Lissage par la médiane
Loi béta
Loi binomiale
Loi binomiale négative
Loi de Bernoulli
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Loi de Erlang

Loi de la plus grande valeur extréme
Loi de la plus petite valeur extréme

Loi de Laplace

Loi de Maxwell

Loi de Pareto

Loi de Poisson

Loi de Rayleigh

Loi de Weibull

Loi discrete uniforme

Loi du Khi-carré

Loi du Khi-carré non centrale
Loi exponentielle

Loi F

Loi gamma

Loi gamma généralisée

Loi gaussienne inverse

Loi géométrique

Loi hypergéométrique

Loi logistique

Loi logistique généralisée
Loi log-logistique

Loi log-normale

Loi normale

Loi normale repliée

Loi puissance exponentielle
Loi semi-normale

Loi t de Student

Loi triangulaire

Loi uniforme

Lois de probabilités (45)
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Mesures

Modele a cheminement aléatoire
Modele de tendance
Modele linéaire général
Modéles ARIMA
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Modéles mixtes
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Moyenne des groupes
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Moyenne mobile de Spenser
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Optimisation
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Optimisation
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Polygone des fréquences
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Processus ponctuels
Quantiles
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R de Pearson
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R-carré ajusté
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Régression MAD
Régression multiple
Régression non linéaire
Régression pas a pas
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Régression robuste
Régression sur données de survie
Réseaux de neurones
Résidus PRESS
Résidus studentisés
Risques proportionnels de Cox
Sbi
Schéma d'agglomération
Scores Z

Sextiles

Simulation Monte Carlo

Sommes des carrés de types I et II
Splines cubiques

Splines bicubiques

Statistique de Cramer-Von Mises
Statistique de Durbin-Watson
Statistiques pour le taux de défaillance
Statistiques sur données organisées en
lignes

Tableaux de contingence

Tables de survie

tau B et tau C de Kendall

Temps moyen entre événements
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Test de Student-Neuman-Keuls
Test du manque d'adéquation
Test du rang signé

Test du rapport de vraisemblance
Test du signe
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Test F
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Tests d'hypothéses

Tests du caractére aléatoire
Tests progressifs du rapport des
probabilités
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Trace de la densité
Transformation de Cochrane-Orcutt
Transformations Box-Cox
Transformations par puissances
Tri a plat
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Variance
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